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内容概要

本书是“电子元器件质量与可靠性技术丛书”丛书之一，较全面地论述并介绍了电子元器件可靠性物
理的基础知识和失效分析技术。
全书分为四个部分。
1、阐述了电子元器件失效分析中的理论基础，包括有关原子物理学、材料学、化学、冶金学及元器
件的基本工作原理。
介绍了与元器件失效相关的制造工艺和技术。
2、论述了失效的物理模型，介绍了失效分析程序、常用的失效分析方法和技术，以及用于失效分析
的较先进的微分析技术。
3、结合具体的元器件：微电子器件、阻容元件、继电器及连接器、光电子器件和真空电子器件，以
及元器件的引线和电极系统的失效模式和失效机理加以剖析，提出了提高电子元器件可靠性的措施。
4、阐述了元器件静电放电失效的原理和防护；元器件的辐射效应和抗辐射加固技术。
    本书供从事各类电子元器件的研制、生产和使用的科技人员、管理人员、质量和可靠性工作者学习
与参考，也可供高等学校电子、电工、光电子、真空电子、材料和信息类等相关专业的师生阅读。
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